Introducao
Sistema de Microscopia de Forca Atdmica AFM (Atomic Force Microscopy)
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Responsavel

Prof2. Dr2. Marisa Masumi Beppu

Localizacdo

LRAC - LABORATORIO DE CARACTERIZACAO DE BIOMASSA, RECURSOS ANALITICOS E DE
CALIBRACAO na Faculdade de Engenharia Quimica.

Descrigao

O equipamento Sistema de Microscopia de Forca Atémica AFM (Atomic Force Microscopy),
fabricado pela : Nanosurf AG, (Liestal, Switzerland), € um equipamento multiusudario
(EMU) e as andlises por AFM s3o utilizadas para caracterizacdo de superficie de amostras
variadas, tais como semicondutores, polimeros, ceramicos, materiais organicos e inorganicos.
Por meio desta técnica podem-se obter informagdes sobre a topografia, perfis de profundidade
da amostra e morfologia de superficies.

As regras de uso do equipamento estdo descritas no plano de gestao abaixo:

- Plano para gestdo e uso do equipamento
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https://www.feq.unicamp.br/images/stories/emu/Fichas/AFM/7_Plano%20de%20Gest%C3%A3o_FEQ%20AFM%20MARISA_1872618.pdf

